
表1 れんがの化学組成分析結果

図5 れんがの粉末X線回折
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稼働面側 背面側

XRF・・・稼働面側のみ外来成分の
K2O、Na2O、MgOが多く検出

XRD・・・稼働面側のみMgOが同定され、
XRFの結果と一致

→2つの分析結果から、稼働面側は他とは
異なる反応が起きていると推測

KMgb)稼働面側

c)背面側 Mg K

Mg Ka)未使用

EDS・・・稼働面側でMg成分の濃縮とK成分の内部拡散が確認
→外来成分(特にK成分)により、稼働面側の表層は緻密層を形成

稼働面では、外来成分による緻密層形成のため、
炭素沈積の原因となるCOガスの侵入が抑制された。
一方、背面側は緻密層が形成されず、

COと反応することでより組織脆化が促進した。

図6 れんが表層におけるMg元素およびNa元素のマッピング像
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